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[はじめに]我々は、Mott散乱型電子スピン検出器を用いて結晶表面に局在する電子スピンの計測

を行っている。通常、被測定電子は電子線照射により２次電子として結晶表面から励起するが、

本研究は針先の電場増強効果に伴う光電子放出の可能性に関して探ることを目的とした。 

[実験装置] 実験装置の概略図をFig.1に示す。音叉型水晶振動子を使用した原子間力顕微鏡（AFM）

をベースとした。探針は金または金蒸着タングステンとして、探針-試料間を臨む位置にレーザー

光源（532nm）、試料面内方向に光検出器または電子検出器を配置した。移動機構は、探針側を粗

動、試料側を微動（チューブピエゾ）とした。 

[実験方法] 試料は金蒸着を表面に行い、蒸着により形成されたグレイン構造近傍に発生した近接

場光を探針先端で散乱し、光電子増倍管で計測した。励起用レーザー波長は532nm(CW)とした。探

針-試料間の距離制御はAFM機構とした。 

[実験結果] Fig.2に実験結果を示す。試料は金蒸着回折格子を用いた。トポ像では、白いほど高

い形状を黒いほど低い形状を示している。左右の画像とも同じ形状を観測できているためAFM機構

は正常に動作していると考えられるが、回折格子の形状の観測には至らなかった。散乱光像にお

いては、走査方向に対して出力が現れているが、近接場光の散乱光は検証中である。今後、観測

の精度を高めるために実験装置の改善や改良を加え、装置開発を進める予定である。 
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